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Grupa katalogowa 1923

l. WSTEP

l.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg wyma-

gania i badania dotyczgce fototranzystordw przeznaczonych

do stosowania w elektronicznych urzgdzeniach powszechné
go uzytku i urzgdzeniach profesjonalnych oraz urzadze-
niach, gdzie wymaga sig¢ zastosowania elementéw o wyso-

kiej i bardzo wysokiej jakosci,

1.2. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem niniejsze-
go arkusza normy sa wymagania i badania wspdlne dla

grupy fototranzystorow.

1.3. Okre$lenia - wg PN-84/T-01500/04 i
T-01515.

PN-78/

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

2.1. Podzial ze wzgledu na poziom jakosci - wg PN-78/
T-01515 po 2.1-

2.2. Ogznaczenie - wg PN-78/T-01515 p. 2.2. Przy-

kiad oznaczenia wg arkusza szczegdlowego.

3. WYMAGANIA

3.1. Wymiary - wg arkusza szczegdtowego.,

3.2. Wykonanie - wg PN-78/T-01515 p. 3.2 i arkusza

szczegdlowego.

3.3. Cechowanie - wg PN-78/T-01515 p. 3.3 i arkusza

szczegdlowego.

3.4. Parametry elektryczne - wg PN-78/T-01515 p.3.4

1 arkusza szczegdlowego.

3.5. Wymagania klimatyczne - wg PN-78/T-01515 p. 3.5..

3.6. Wymagania mechaniczne - wg PN-78/T-01515p.3.6.

3.7. Wymagania niezawodnos$ciowe - wg PN-78 T-01515

Dy 3ado
3.8. Wymagania dodatkowe - wg PN-78T-01515 p. 3.8.

4., PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 1 TRANSPORT

4.1. Pakowanie - wg PN-78/T-01515 p. 4.1.

4.2. Przechowywanie - wg PN-78/T-01515 p. 4.2.

4.3. Transport - wg 'PN-78/T-01515 p. 4.3.

5. BADANIA

5.1. Program i rodzaje badai

[
R

5.1.1. Badania grupy A - wg PN-78/T-01515 p.5.1.
/
tabl, 1.

5.1.2. Badania grupy B - wg PN-78/T-01515 p. 5.1.2

i tabl, 2.

o
w

5.1.3. Badania grupy C - wg PN-78/T-01515 p. 5.1.
i tabl. 3. ' |

5.1.4. Badania grupy D - wg PN-78/T-01515 p. 5.1.4
i tabl. 4.

5.2. Pobieranie prébek - wg PN-78/T-01515 p. 5.2.

5.3. Opis badaii - wg PN-78/T-01515 p. 5.3 i arkusza

szczegdlowego.

5.4. Parametry kontrolowane w badaniach grupy B, C,

D - wg tabl. 5.

Zgtoszona przez Instytut Technologii Elektronowej
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Cena zt 45,00




Tablica 1, Badania grupy A

Pod-
grupa

Rodzaj
badania

Opis
badan
wg

PN-78/
T-01515

Plany i warunki badan

Poziom jakosci 1

Poziom jakosci Il

Poziom jakosci 111

Poziom jakoséci IV

Poziom
kontroli
1 AQL

Warunki badania
\Vg

Poziom
kontroli
i AQL

Warunki badania
wg )

Poziom
kontroli
i AQL

Warunki badania
we

Poziom
kontroli
i AQL

Warunki badania
we

Dane
wg arkusza
szczegbltowego

4

6

8

10

11

12

Al

‘| mia

Sprawdzenie
wymiardw
( gtéwmych)

Sprawdzenie
wykonania
obudowy

Sprawdzenie
prawidiowos-
ci cechowa-

Svde 2

5.3.3

5 .3 .6l2

s 2.5

T 245

i; 1,5

11; 1,0

A2

Sprawdzenie
podstawo-
wych para-
metréow ele-
ktrycznych

CEO
CE(H)
CB(H)
g(BR)CEo'
"~ .CE sat

|
I
1

PN-83/T-01504/00

11; 1,0

PN-83/T-01504/00

11; 0,65 ,

PN-83/T-01504/00

11; 0,4

PN-383/ T-01504/00

parametry kontro-
lowane, ich war-
to$ci graniczne i
warunki pomiaru

A3

Sprawdzenie
drugorzed-
nych para-
metrow elek-
trycznych

U(BR)CBO
U, . .
(BR)EBO

s 1

13 2,5

PN-83/T-01504/00

11; 1,5

PN-83/T-01504/00

Oy 155

PN-83/T-01504/00

I1; 1,0

PN-83/ T-01504/00

parametry kontro-
lowane , wartosci
graniczne i wa-
runki pomiaru

T0/gG-G/EE/9g-Nd



cd. tabl, 1

1 2 3 4 B 8 9 . 10 11 12
AA - - ol ].; 2;5 I; 1—55
Sprawdzenie 8.3 7 PN-83/T-01504/00 PN-83/T-01504/00 | temperatura, pa-
parametrow rametry kontrolo-
elektrycznychl wane, wartosci
w innych tem- graniczne i wa-
peraturachniz . runki pomiaru
normalna tem-
peratura oto-
czenia
ICEO
) Tablica 2, Badania grupy B
Opis Plany i warunki badan ®
Pod badan wg Poziom jakoéci 111 Poziom jakosci IV
i Rodzaj badania PN-78/ . ; . Dane wg arkusza szczegdlowego
grupa T-01515 Poziom - Poziom
kontroli Warunki badania kontroli Warunki badania
i AQL i AQL
1 2 3 4 6 7 8 ’
B1?) 3
1 S-4; 1,5 S-4; 1,0
Sprawdzenie wytrzymalosci mechanicz- B.3.21 "rodzaj i szczegélowe warunki badania,
nej wyprowadzen wartoéci obcigzen
Sprawdzenie szczelnosci Bede 27 metoda Ql wg PN-75/ metoda Ql wg PN-75/|
E-04550/15 czynnik E-04550/15 czynnik
probierczy alkohol probierczy alkohol
- etylowy etylowy
B2 S-4; 1,5 S-4; 1,0
Sprawdzenie lutownos$ci wyprowadzen 5.3.5a) < temperatura kapieli
B3 S«4; 1,5 S-4; 1,0
Sprawdzenie wytrzymalosci na spadki « Bude X H = 500 min H = 500 mm polozenie elementu w czasie spadku, warun-
swobodne : ' ki pomiaru i wartosci graniczne kontrolo-
wanych parametréw
B4 S-4; 1,0
Sprawdzenie wytrzymalosci na udary 5:3:16 - 390 m/ 52 sposdb mocowania korpusu lub wyprowadzen
wielokrotne 1000x3 elementu, warunki pomiaru i wartosci gra- -

niczne kontrolowanych parametréw

IO/8§'SL€€/98‘NE
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cd. tabl. 2

Opis Plany i warunki badan
5 badan wg : K B : caleadiod ~ T
Pod- Rodzaj badania PN-78/ Poziom jakosci Il Poziom jakosci TV Dane wg arkusza szczegdlowego
grupa T-01515 | Poziom _ Poziom |
kontroh Warunki badania kontroli Warunki badania
i AQL i AQL
1 2 3 4 5 6 Z '8
B5 S-&y 1.5 S-4; 1,0
Sp?awdzeme wytrzymaloéci na nagle B as 12 TA = titg min TA = Lgpg min WarFosciltemperletxllry TA i Tg, warunki
zmiany temperatura T =¢ Foom g pomiaru i wartosci graniczne kontrolowa-
B stg max B stg max nych parametrow
B6 5-4; 1 ,O 5-4; 0,65
Sprawdzenie odpornosci na narazenia e Be 22 100 h 100 h warunki obcigzenia,metoda badania, tempe-
elektryczne ’ ratura badania, warunki pomiaru i wartos-
ci graniczne kontrolowanych parametréw

1 . . e . . FRu
) W podgrupie Bl - sprawdzenie szczelnosci - norma przedmiotowa powinna okres$lié¢, czy stosuje sie badanie dla danego typu fototranzystora,

Tablica 3, Badania grupy C

P

Plany i wgrunki badan

probierc zy‘alkohol

etylowy

probierczy alkohol
etylowy 5

Pod- Rodzaj 1.:)@?;:;; Poziom jakoéci I - Poziom jakosci 11 Poziom jakosci 111 Poziom jakosci IV Dane wg’arkusza
: . - : - . szczegdlowego
grupa badania wg Poziom . Warunki Pozmm. Warunki Pozwm. Warunki Poz lom T
PN-78/ kontroli — kontroli badania kontroli badania kontroli badania
T-01515 i AQL i AQL i AQL 1 A0 ‘
1 2 3 e 5 6 7 8 g 10 11 12
c1h) S-4; 2,5 S-4; 2,5 - -
Sprawdzenie| 5.3.21 = - rodzaj i szczegd-
wytrzymaios- towe warunki ba-
ci mechanicz dania,wartoéci ob-
nej wyprowa- cigzen
dzen
Sprawdzenie| 5.3.27 metoda QI wg PN-73/ metoda Ql wg PN-73/ szczegdlowe wa-
szczelnodci ' E-04550/15 czynnik E-04550/15 czynnik runki badania,

€zas regeneracji,
warunki pomiaréw
i wartosci graniczd
ne kontrolowanych
parametrow

10/9G-GLEE/9g-Nd -



cd, tabl, 3

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C2 S-4; 4,0 Sudy 2.5 S-4; 2,5 $-4; 1,5
Sprawdzenid 5.3.7 warunki pomiaru
parametrdw i warto$ci kon-
elektrycz- trolowanych pa-
nych rametréw
ICEO
I
CE(H)
ICB(H)
UCE sat
U(BR)CEO
U
(BR)CBO
U
(BR)EBO
U 1ub
(BR)ECO
Sprﬂwdz?n}e R P B | R Comb mas T tamp max *jvarunki’ PORLECS
odpornosci i wartosci gra-
na suche niczne kontrolo-
gorgco wanych parame-
trow
. Sprawdzenie{ 5.3.9 t : : : ; warunki pomiaru
B ambd min amp min amb min amb min A P
odpornosci i wartosci gra-
na zimno niczne kontrolo-
wanych parame-
trow
C3 5-4; 2’5 8'4; 1’5 - =
Sprawdzenie| 5.3.4 - = masa wyrobu
masy wyrobu
Sprawdzenie| 5.3.6.1
trwalodci
cechowania
Sprawdzenie| 5.3.5a) temperatura
lutownosci kapieli
wyprowa-
dzen

10/8S-SLEC /98- Nd



cd. tabl, 3

Plany 1 warunki badan

Metoda
Pod- Rodzaj " badania Poziom jakosci | Poziom jakosci 11 Poziom jakosci II1 Poziom jakosci IV
. . : Dane wg arkusza
grupal badania wg Poziom . Poziom Poziom Poziom szczegdltowego
PN-78/ , Warunki ' Warunki . Warunki ) Warunki g
T-015]15 k_c: ntroll badania kgerh badania kontroh badania k.ontroh badania
i AQL i AQL i AL i AQL
1 2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C4 5-4; 2,5 2 S-&; 1;5 2 S-Ai 1’5 2 5-4; 1!0 o
Sprawdzenie 5.3.20 19600 m/s 19 600 m/s 19 600 m/s 19 600 m/s kierunki probier-
wytrzymalos ' cze, sposdéb moco-
i na przy- wania korpusu Tub
$pieszenie = wyprowadzer'l, wa-
stale runki pomiaru i
Sprawdzenie 5,3.15 14 700 m/52 14 700 m,f's2 14 700 m/s2 14 700 m/52 waitosm 1gran1cz-
wytrzymalos- lub (245 m/s2 (245 m/s2 (245 m/s2 (390 m/s2 ne ontro‘owanych
¢i na udary B:3+16 3%1000) 3%1000) 31000) ) 3%1000) parametrdéw
pojedyncze ’
lub wielo-
krotne
Sprawdzenie 5.3.18 Jh 3h 3h , 3h ,
wytrzymatos - lub (49 m/s2 (49 m/s (49 m/s (49 m/s
cina wibra-| 5.3.18 10$500 Hz 105500 Hz 10:500 Hz 10:500 Hz
cje (o statej 3 h) 3 h) 3 h) 3 h)
iub zmiennej
czestotliwos
ci) ' )
C5 S-4; 4,0 5-&§ 2,5 S5-4; 1,5 S-4; 1,5
Sprawdzenie 5.3.5b) ' = temperatura kapie-
wytrzymato$-| : li,czas regenera-
ci na cieplo cji, warunki pomia-
lutowania ru i wartosci gra-
niczne kontrolowa-
nych parametrow
wdzenie i 3. 12 = , = = = i i
'\igszymaioé- 5.3.1 T A tstg min TA ts!g min TA tstg mﬂl A tstg min -?:rzril:égog:—z;?cz_
i agle = = = =
Z;?;? tgem- TB ts!.‘g max TB tstg max _TB t.ﬂtgr max TB - f:sty max I;:rl-;c;:::;:wanych
peratury
5
Sprawdzenie B L3 4 doby 10 déb 21 déb 56 déb warurki pomiaru
wytrzymatos- i warto$ci gra-
ci na wilgot- _ |niczne kontrolowa-
ne gorgco nych parameiréw
stale

10/9S-GLE€/9g-Nd



cd, tabl.3

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
Cc6 S-4; 2,5 S=43 2,5 S-4; 1,5 S-4; 1,0
Sprawdzenid 5.3.22 1000 h 1000 h 1000 h 2500 h metoda badania,
odpornoéci warunki obcigze-
na naraze- nia, temperatura
nie elek- ! badania, warunki
tryczne pomiaru , warto$-
: ci graniczne kon-
’ trolowanych pa-
rametrow
C7 - - - 5-4; 1,0 ¢zas narazania,
T 5.3.8 ) i ) ; _ .warunkl' pomiaru
—— stg min i wartosci gra-
ma Zimno niczne kontrolo-
wanych parame-
trow
c8 - S=43"2,5 S-4; 1,0 $-4; 1,0
Sprawvdzenie| 5.3.10 - warunki pomiaru
wytrzymalos- I:sfg max tstg max tey ax i wartoéci gra-
ci na suche stg max niczne kontrolo-
goraco 1000 h 1000 h 1000 h wanych parame- -
trow
C9 - 5’4; l y5 - e -
Sprawdzenie| 5.3,17 - - 500 mm - - polozenie elemen-
wytrzymatos- tu w czasié spad-
ci na spadki ku, warunki po-
swobodne miaru i wartosci
graniczne kontro-
lowanych parame-
trow .
C10 $-4; 4,0 S-4; 2,5 S-4; 1,5 S$-4; 1,0
Sprawdzenie| 5.3,2 sprawdzane para-
wymiarow

metry geometrycz
ne

~

1

)W podgrupie C1 - sprawdzenie szczeinoéci - norma przedmiotowa powinna okresli¢, czy badanie stosuje sie dla danego typu fototranzystordéw.

10/85-GLEE /98- N4



Tablica 4, Badania grupy D

Opis badania

Plany i warunki badan

Poziom jakosci |

Poziom jakosci II

Poziom jakoscilll

-

Poziom jakosci IV

Podgru- Rodzaj badania wg )
pa PN-78/T-01515 Poziom | Warunki | Poziom | Warunki | Poziom Warunki | Poziom |Warunki Dase wig Brkusza szezegolowegp
kontroli badania | kontroli badania | kontroli badania | kontroli badania
i AQL i AQL L AQL i AQL
1 2 3 L 5 6 7 8 9 10 11 12
D1 - - S-4; 1,5 Se=liy 1.5
Sprawdzenie odpor- ST T . - - 300 hPa 10 hPa temperatura narazania, warunki
nosci na niskie cis- pomiaru i wartosci graniczne kon-
nienie atmosferyczne | trolowanych parametréw
p2 ) S-4; 4,0 S-4; 4,0 S-4; 2,5 S-4; 2,5
Sprawdzenie wytrzy- 5.3.25 rodzaj rozpuszczalnika -
malosci na rozpusz-
czalniki
D3
Sprawdzenie palnosdci 5.4.3:26 nie stosuje sig
D4 % - - S-43 2,5 S-4; 1,5
Sprawdzenie wytrzy- 5:3:243 - - - stopien dopuszczalnego wzrostu
malosci na plesn grzybdw pleéniowych, wymagania
dotyczgce uszkodzen powierzch- -
niowych
2) i : ;
DS - - S"Zlvg 2,5 8’41: 115
| Sprawdzenie wytrzy- 5.3.24 - - czas narazania, polozenie elemen-
matosci na mgle solng tu w czasie badania, warunki po-
miaru i wartoéci graniczne kon-
trolowanych parametréw
D6 S-4; 4,5 S~4; 2,5 .S-4; 2,5 S-4; 1,5

Sprawdzenie parame-
tréw informacyjnych

)‘317 AsZ

9HS

sprawdzenie nalezy
wykonywaé metoda-
mi pomiarowymi po-
danymi w normach
przedmiotowych

warunki pomiaréw i wartosci gra-
niczne kontrolowanych parametréw]

. 1) Badania étosuje sie dla wyrobdéw w obudowach plastykowych.

2) Badania stosuje si¢ przy zamdwieniu wyrobdéw w wykonaniu tropikainym lub dla klimatu morskiego.

LY

.

10/8S-GLE€/98-Nd



BN-86/3375-58/01

Tablica 5
Oznaczenie Nazwa parametru Podgrupa badain
1 2 ‘ 3
I prad ciemny Bl1, B3, B4, B5, B6, C1, C2, C4, C5,
CEO kolektor-emiter ce, C7, €8, C9, DI
I prad jasny Bl B3, B4, BS, BG, C1, €2, C4, C3,
CE(H) kolektor-emiter Co, C7, €8, €9, D1
napiecie nasycenia c2
CE sat kolektor-emiter
ICE(H) prad jasny kolektor-baza B
czas narastania i opadania impulsu pradu fotoelekirycz D6
tyy ty lub fg nego lub czestotliwodé graniczna
A dlugosé fali odpowiadajgca maksimum czulosci fototran- D6
8 zystora '
OHS kat poldwkowy fototranzystora D6
13“ ).Sz widmowy zakres pracy | D6 )
U napiecie przebicia Cl
(BR)CEO kolektor-emiter
U napiecie przebicia Cl
(BR)CBO kolektor-baza
U napiecie przebicia T |
(BlR)bECO emiter-kolektor
u
U napiecie przebicia Ci
(BR)EBO emiter-baza
m masa wyrobu : C3
5.5. Ocena wynikéw badan - wg PN-78/ T-01515 p.5.4. 6.2. Badania grupy B - wg PN-78/T-01515 p. 6.2.
5.6. Dostawa elementdw po badaniach - wg PN-78/ 6.3. Badania grupy C - wg PN-78/T-01515 p. 6.3. '

-01515 p. 5.5.
T-01515 p. 5.5 6.4. Badania grupy D - wg PN-78/T-01515 p. 6.4.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NECATYWNEGO
WYNIKU BADAN

6.1. Badania grupy A - wg FN-78/T-01515 p. 6.1.

KONIEC

Informacje dodatkowe




10 Informacje dodatkowe do BN-86/3375-58/01

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - Instytut Techno-

logii Elektronowej przy Naukowo-Produkcyjnym  Centrum

Pétprzewodnikdéw, Warszawa , Al., Lotnikéw 32/46.

2. Normy zwigzane .
PN-75/E-04550/15 Wyroby elektrotechniczne, Préby éro-

dowiskowe. Préoby Q - szczelnos$é

PN-83/T-01504/00 Elementy péiprzewodnikowe.  Metody
pomiaru p:arametréw tranzystordw i diod. Postanowienia
ogdlne

PN-78/T~01515 Elementy péiprzewodnikowe. Ogdlne wy-
magania i1 badania

PN-84/T-01500/04 Pélprzewodnikowe elementy optoelek-

tryczne. Terminologia

3. Symbol wg SWW - 1156-24.

4. Wartosci dopuszczalne parametrdw, W arkuszu szcze

gélowym dla danego typu fototranzystorédw “powinny- byé

podane dopuszczalne wartodci nastepujacych parametréw:

UCEO - napiecie kolektor-emiter,
U . v & . »
ECO napigcie emiter-kolektor,
Ptot - moc calkowita,
ti - temperatura zlgcza,
gmp - remperatura otoczenia w czasie pracy,
tstg - temperatura przechowywania,
UCBO - napigcie kolektor-baza,
UEBO - napigcie emiter-baza,

Dane te stanowia graniczne wartosci obcigzen, ktérych

nie mozna przekroczyé w eksploatacji fototranzystordw.

5. Parametry charakterystyczne. W arkuszu szczegd-

towym dla danego typu fototranzystoréw powinny byé  po-

dane przy okresélonej temperaturze otoczenia nastgpujace

parametry charakterystyczne:

ICEO - prad ciemny kolektor-emiter,

ICE (1) - prad jasny kolektor-emiter,

ICB(H) - prad jasny kolektor-baza,

UCE - - napiqcié nasycenia kolektor-emiter,

t,'r, tJc lub fg - czas narastania i czas opadania impulsu
pradu fotoelektryeznego lub czegstotli-

wosé graniczna,

Ag - dtugosé fali odpowiadajgca maksimum czu
tosci fototranzystora,

e - - kgt poléwkowy fototranzystora,
s1? 132 - widmowy zakres pracy,

U - napiecie przebicia kolektor-emiter
(BR)CEO HERe B ’

U - napiecie przebicia kolektor-baza
(BR)CBO Y :

U - napiecie przebicia emiter-kolektor
(BR)ECO B e

U s b b

- napiecie przebicia emiter-baza

(BR)EBO e ’

m - masa wyrobu.

6., Wprowadzenie podgrupy D6. Sprawdzenie parame-

tréw informacyjnych. Wprowadzenie podgrupy D6 stanowi

rozszerzenie podziatu grupy D wg PN-78/T-01515, w celu
podania szerszej informacji dotyczgcej zastosowania ele-

mentow,

7. Dostawy elementdw o wysokiej jakoéci i bardzo wy-

sokiej jakoéci mogag byé realizowane po uzgodnieniu z pro-

ducentem wielkosci dostaw i po uzgodnieniu ceny.

8. Autor projektu normy - mgr inz. Jerzy Kuszel, mgr
Maria Grynglas - Naukowo-Produkcyjne Centrum Pélprze-

wodnikéw, Warszawa ul. Komarowa 5.



